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摘要(译)

一种液晶显示面板、阵列基板及驱动线线缺陷测试方法，该液晶显示面
板包括多组驱动线和多个检测端子，每组驱动线至少包括两条驱动线，
其中，所述液晶面板还包括多个第一开关、多个第二开关、控制所述多
个第一开关的第一开关控制线和控制所述多个第二开关的第二开关控制
线，至少一组驱动线中的两条驱动线一端分别通过一第一开关和一第二
开关与一检测端子连接。至少两根驱动线线共用一个第一检测端子，可
以减少探针的使用；检测端子之间的距离增大，不会出现一旦探针稍微
弯曲就会使得相邻的探针短路、导致检测错误的缺陷。
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